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背景. 窒化アルミニウム（AlN）単結晶基板における転位の評価は、結晶成長やパワーデバイス・

深紫外発光デバイスの故障解析の観点から重要である。我々は前回まで、X 線トポグラフィ（XRT）

およびエッチピット法を用いて AlN 基板の転位種類とその面内分布を調査した[1,2]。本発表では、

反射 XRT に加えて透過 XRT を用いることで、結晶内部の転位種類と 3D 形態を評価した。 

実験方法. PVT 法 AlN 単結晶 c{0001}面基板(両面 CMP 加工、厚み

550μm)を用い、放射光施設 KEK-PF の BL-14B で XRT 観察を行った。

単色化した X 線(0.62Å～1.38Å)を入射させ、反射モード g=22-46 系列、

g=1-106 系列、g=0006、および透過モード g=11-20 系列、g=1-100 系列、

g=11-22 を用いて同じサンプル位置を観察し、CCD または原子核乾板で

撮影した。 

結果. 図１は g=22-46 で撮影した貫通転位密集場所の反射 XRT像を示

す。貫通転位に対応するスポット状コントラストの形状と明暗から、こ

の領域内の貫通転位の大部分が同じバーガースベクトルを持つ刃状転

位であることがわかった。これらの刃状転位は、

<11-20>または<1-100>方向に沿って等間隔の転位列

になる場合が多い。図２は反射 XRT 像と透過 XRT 像

の比較を示す。g=22-46 反射像ではスポット状の貫通

転位が多く観察され、基底面転位がほとんど検出され

ていないに対し、g=11-20 透過像では、貫通転位と絡

んだ基底面転位のネットワークが確認され、結晶内部

に基底面転位が高密度に存在することが分かった。ま

た、g=11-20 透過像では、a 軸成分を含まない貫通ら

せん転位を検出しないため、g=22-46 反射像と相関のある転位列（白矢印）は刃状転位列か混合転

位列であることを推定できる。転位密度および各種転位の面内分布の詳細は会場で報告する。 
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図 1 貫通転位密集場所

の g=22-46 反射 XRT 像 
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図 2 反射 XRT 像 g=22-46 および 
透過 XRT 像 g=11-20 の比較 
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